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Work is devoted to optimization of numerical model of a microwave microscope for reception of demanded relations between Q-factor of the resonator and size of coupling of the resonant chamber with the researched sample. By means of numerical calculations the optimum configuration of the resonant chamber, allowing to receive the maximal sensitivity of a microwave microscope, is certain.

Одним из методов контроля параметров полупроводниковых образцов и сверхпроводящих материалов является метод микроволновой микроскопии, который обладает преимуществом бесконтактных методов и позволяет выявлять особенности объёмной структуры образца. Параметры микроволнового микроскопа (резонансная частота, добротность) должны зависеть от характеристик исследуемых полупроводниковых образцов (проводимости, относительной диэлектрической и магнитной проницаемостей). Для определения локальных характеристик полупроводниковых образцов и материалов необходимо увеличить чувствительность микроволнового микроскопа к изменению свойств исследуемых образцов. Чувствительность определяется величиной связи резонансной камеры с образцом.

Расчёт добротности резонатора микроволнового микроскопа проводился с использованием численной модели, включающёй микроволновый резонатор, связанный с щупом и волноводом (посредством штыря) и полупроводниковый образец. Для увеличения чувствительности микроскопа к изменению проводимости образца требуется установить оптимальное значение связи образца с резонатором и резонатора с волноводом: большая связь не позволяет определить точные локальные значения проводимостей, а при малой связи не удается получить заметных изменений добротности в зависимости от параметров образца.

При численном моделировании были проведены оценки добротности резонатора микроволнового микроскопа в зависимости от величины связи путём изменения длины волноводного штыря и щупа в резонаторе. Это позволило установить оптимальное значение связи, которое удовлетворяет вышеприведённому условию. Получены распределения электромагнитных полей в резонаторе и в зазоре между образцом и щупом резонатора.

Проведённый расчёт позволяет произвести взаимную настройку элементов резонатора микроскопа для достижения максимальной чувствительности.

